
DAY 1DAY 1DAY 1

DAY 2DAY 2DAY 2

เหตุผลและความจาํ เป�นในการสอบเทียบเครื� องมือวัดเหตุผลและความจาํ เป�นในการสอบเทียบเครื� องมือวัด
คําศัพท์ -นิยามคําศัพท์ -นิยาม  ทางด้านมาตรวิทยาและการสอบเทียบ ทางด้านมาตรวิทยาและการสอบเทียบ
การกําหนดค่าเกณฑ์การยอมรับของเครื� องมือวัดการกําหนดค่าเกณฑ์การยอมรับของเครื� องมือวัด
โครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หลักการทํางานและการอ่านค่า  ผลการวัดของ  Outsideโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หลักการทํางานและการอ่านค่า  ผลการวัดของ  Outside

Micrometer  และVernier  Cal iperMicrometer  และVernier  Cal iper

การใช้และการดูแลบาํรุงรักษาเครื� องมือวัด  Outside Micrometer  และ  Vernier  Cal iperการใช้และการดูแลบาํรุงรักษาเครื� องมือวัด  Outside Micrometer  และ  Vernier  Cal iper

โครงสร้างและการแบ่งชั�น  Gauge Block ต่างๆโครงสร้างและการแบ่งชั�น  Gauge Block ต่างๆ
การต่อประกอบ  Gauge Block เพื� อ ใช้ ในการสอบเทียบการต่อประกอบ  Gauge Block เพื� อ ใช้ ในการสอบเทียบ

หลักการสอบเทียบ  outside Micrometerหลักการสอบเทียบ  outside Micrometer

หลักการสอบเทียบ  Vernier  Cal iperหลักการสอบเทียบ  Vernier  Cal iper

สาธิต -ฝ�กปฏิบั ติการต่อประกอบเกจบล็อคสาธิต -ฝ�กปฏิบั ติการต่อประกอบเกจบล็อค
สาธิต -ฝ�กปฏิบั ติการสอบเทียบ  Outside Micrometer  และจดบันทึกผลการสอบเทียบสาธิต -ฝ�กปฏิบั ติการสอบเทียบ  Outside Micrometer  และจดบันทึกผลการสอบเทียบ
สาธิต -ฝ�กปฏิบั ติการสอบเทียบ  Vernier  Cal iper  และจดบันทึกผลการสอบเทียบสาธิต -ฝ�กปฏิบั ติการสอบเทียบ  Vernier  Cal iper  และจดบันทึกผลการสอบเทียบ
ฝ�กปฏิบั ติการบันทึกผลการสอบเทียบและวิ เคราะห์ผลการสอบเทียบหาค่า  Error  หรือค่าฝ�กปฏิบั ติการบันทึกผลการสอบเทียบและวิ เคราะห์ผลการสอบเทียบหาค่า  Error  หรือค่า
Correct ion ของเครื� องมือวัด  Vernier  Cal iper  และ  outside MicrometerCorrect ion ของเครื� องมือวัด  Vernier  Cal iper  และ  outside Micrometer

วิ เคราะห์หาแหล่งความผิดพลาดในกระบวนการสอบเทียบและหลักการประเมินค่าความวิ เคราะห์หาแหล่งความผิดพลาดในกระบวนการสอบเทียบและหลักการประเมินค่าความ                       

ไม่แน่นอน (Uncertainty)  ในการสอบเทียบไม่แน่นอน (Uncertainty)  ในการสอบเทียบ
การวิ เคราะห์ประเมินผลการสอบเทียบเพื� อยืนยันความใช้ ได้ของเครื� องมือวัดการวิ เคราะห์ประเมินผลการสอบเทียบเพื� อยืนยันความใช้ ได้ของเครื� องมือวัด

หลกัสูตรการสอบเทยีบไมโครมิเตอร�หลกัสูตรการสอบเทยีบไมโครมิเตอร�หลกัสูตรการสอบเทยีบไมโครมิเตอร�
และเวอร�เนยีร�คาลปิเปอร�ด�วยเกจบลอ็กและเวอร�เนยีร�คาลปิเปอร�ด�วยเกจบลอ็กและเวอร�เนยีร�คาลปิเปอร�ด�วยเกจบลอ็ก      
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(The Calibration of Micrometer and Vernier Caliper by using Gauge Block)
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อัตราค่าใช้จ่ายอัตราค่าใช้จ่ายอัตราค่าใช้จ่าย

สมาชิกสมาชิก        2,800 + 196(VAT7%)- 84(TAX3%) = 2,912 บาท2,800 + 196(VAT7%)- 84(TAX3%) = 2,912 บาท  
ท่ัวไปท่ัวไป            3,200 + 224(VAT7%)- 96(TAX3%) = 3,328 บาท3,200 + 224(VAT7%)- 96(TAX3%) = 3,328 บาท
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